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Relatorio Descritivo da Patente de Invengao para "SISTEMA E 
METODO DE AJUSTE DE SET POINT DE TEMPERATURA DE UM SIS- 
TEMA DE REFRIGERAQAO E MEDIQAQ^DE UMA TEMPERATURA DE UM 
AMBIENTE, CONJUNTO SENSOR". ' 

5 A presente invengao refere-se a um sistema de ajuste de set 

point de temperatura de um sistema de refrigeragao e medigao de uma tern- 
peratura de um ambiente, para desempenhar o monitoramento de um ambi- 
ente intemo a ser refrigerado e permitir o ajuste do set point da temperatura 
e um metodo de ajuste de set point de temperatura de um sistema de refri- 

10 . geragao e medigao de uma temperatura de um ambiente. 
Descrigao do estado da tecnica 

Para controle de temperatura de um ambiente interno de um 
sistema de refrigeragao, de um refrigerador oU mesmo uma sala refrigerada 
por um sistema de ar condicionado por exemplo, tais equipamentos possu- 

15 em um dispositivo de ajuste de set point da temperatura interna do ambiente 
destinado ao controle do aumento ou diminuigao dessa grandeza dentro de 
um ambiente refrigerado, de acordo com a necessidade do usuario. 

Os sistemas de refrigeragao disponfveis atualmente no mercado 
englobam basicamente sistemas eletronicos de controle de temperatura que 

20 demandam pelo menos dois elementos para ajuste e controle de temperatu- 
ra. 

Osdois elementos sao um sensor de temperatura, instalado no 
ambiente a ser refrigerado, normalmente do tipo semicondutor NTC (Negati- 
ve Temperature Coeficient, Coeficiente Negativo de Temperatura) - um 

25 resistor cuja resistencia e inversamente proporcional a sua temperatura e e 
feito de compostos semicondutores, como os oxidos de ferro, magnesio e 
cromo e um potenciometro para o ajuste do valor desejado de temperatura. 

As duas maiores deficiencias desse tipo de sistema sao a utili- 
zagao de um elemento semicondutor (NTC) de custo relativamente elevado 

30 para medigao de temperatura, e de um potenciometro deslizante, ja que este 
ultimo esta sujeito a falhas devido ao contato mecanico entre o cursor e a 
pista, especialmente em ambientes de elevada umidade. 
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Uma alternativa ao ajuste do set point da temperatura consiste 
na utilizagao de urn metodo digital, por exemplo. Isto soluciona os proble- 
mas da utilizagao de potenciometro, mas, ainda assim, obriga o uso de dois 
elementos distintos para as fungoes de ajuste e medigao, elevando o custo 
5 do produto final ao consumidor. 

Objetivos e breve descrigao da invengao 

A presente invengao tern como objetivos e vantagens, urn siste- 
ma de medigao de temperatura de refrigeradores e ajuste de set point de 
temperatura, urn conjunto sensor de temperatura para desempenhar o mo- 
10 nitoramento da temperatura do ambiente a ser refrigerado e urn metodo de 
medigao da temperatura. Dentre as vantagens, pode-se citar: 

• A medigao da temperatura do ambiente e ajuste do set point de 
temperatura de urn refrigerador atraves de urn unico sistema; 

• A eliminagao do uso de um potenciometro em um sistema de 
1 5 ajuste do set point de temperatura; 

• Resistencia a umidade e sem desgaste mecanico; 

• Reduzido numero de conexoes entre a unidade de processa- 
mento e conjunto sensor; 

• A eliminagao do uso de um elemento semicondutor para medi- 
20 gao da temperatura, apresentando redugao no custo do produto final; e 

• Um sistema de interpretagao simples e sem a necessidade de 
aparelhos de elevado custo, como por exemplo metodos digitals com uso de 
teclas e displays. 

Os objetivos da presente invengao sao alcangados por um sis- 
25 tema de medigao e ajuste do set point da temperatura de um sistema de re- 
frigeragao, o sistema compreendendo um conjunto sensor, que compreende 
um conjunto de espiras e um elemento de interagao, o conjunto de espiras e 
o elemento de interagao sendo deslocavelmente associaveis entre si, sendo 
submetido a uma tensao de amostragem e tendo uma resistencia. O sistema 
30 medindo a temperatura do ambiente a partir da alteragao da resistencia do 
conjunto de espiras e definindo o set point de temperatura, do sistema de 
refrigeragao a partir da variagao da indutancia do conjunto de espiras, obti- 
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do atraves do deslocamento do elemento de interagao em relagao ao con- 
junto de espiras; o conjunto sensor posicionado de forma a estar exposto ao 
ambiente interno, por exemplo de urn ref rigerador. 

Urn segundo objetivo da presente invengao e urn conjunto sen- 
5 sor que compreende um conjunto de espiras e um elemento de interagao, 
sendo deslocavelmente associaveis entre si; o conjunto de espiras sendo 
submetido a uma tensao de amostragem e tendo uma resistencia. 

Um terceiro objetivo da presente invengao e um metodo de me- 
digao que compreende um sistema de medigao e ajuste do set point da tern- 
10 - peratura de um sistema de refrigeragao, o metodo compreendendo as eta- 
pas de: 

• aplicar uma tensao de amostragem conhecida a um resistor de 
valor conhecido em serie com o conjunto de espiras; 

• medir a tensao obtida sobre o conjunto de espiras apos um pri- 
15 meiro tempo de medipao e um segundo tempo de medigao; e 

• determinar a resistencia e a indutancia variavel do conjunto de 
espiras a partir das medidas de tensao feitas no primeiro e segundo tempos 
de medigao previamente determinados. 

Breve Descrigao dos desenhos 
20 A presente invengao sera, a seguir, mais detalhadamente des- 

crita com base em um exemplo de execugao representado nos desenhos. 
As figuras mostram: 

Figura 1 - e uma vista explodida do conjunto sensor objeto da presente in- 
vengao; 

25 Figura 2 - e um diagrama eletrico simplificado do circuito equivalente do 
conjunto sensor objeto da presente invengao; 

Figura 3-eum diagrama eletrico do sistema objeto da presente invengao; 
Figura 4-eum grafico exibindo exemplos de medigao do conjunto sensor 
objeto da presente invengao, cuja temperatura do sistema e constante; 
30 Figura 5 - e um grafico exibindo exemplos de medigao do conjunto sensor 
objeto da presente invengao, cuja indutancia do sistema e constante; e 
Figura 6 - e uma vista explodida de uma segunda concretizagao do con- 
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junto sensor objeto da presente invengao. 
Descrigao detalhada das figuras 

Como pode ser visto a partir da figura 1 , o sistema de medigao e 
ajuste de temperatura 10 objeto da presente invengao, compreende essen- 
5 cialmente um conjunto sensor 1 e uma unidade de processamento 20. 

O conjunto sensor 1 compreende um conjunto de espiras 2, um 
elemento de interagao de material ferromagnetico ou material eletricamente 
condutor 3 deslocavelmente associavel com o conjunto de espiras 2, o con- 
junto de espiras 2 sendo submetido a uma tensao de amostragem V P e ten- 

10 do uma resistencia dependente da temperatura RS e uma indutancia varia- 
vel Ls. O conjunto sensor 1 compreende adicionalmente um eixo de ajuste 
5, um manfpulo 4 e um dispositivo de guia e ajuste 2a. O dispositivo de guia 
e ajuste 2a compreende um corpo cilfndrico 2b provido com bordas limitado- 
ras 2c nas suas porgoes extremas, sendo que o conjunto de espiras 2 e 

15 montado na superffcie do dispositivo de guia e ajuste 2a, entre as bordas 
limitadoras 2c. 

O elemento de interagao 3, e fabricado a partir de um material 
ferromagnetico de alta permeabilidade ou material eletricamente condutor. 
Preferencialmente, o elemento de interagao 3 e provido de um material fer- 
20 romagnetico, e deve ser construfdo em um corpo cilfndrico e sendo ainda 
provido com uma rosea interna para interagao o eixo de ajuste 5 junto a sua 
respectiva superficie rosqueada. 

Em determinadas concretizagoes, pode-se prever o uso do ma- 
nipulo 4, que e preferencialmente um knob. Este pode, no entanto, ser 
25 substitufdo por outros elementos equivalentes. 

No que se refere ao formato do corpo do elemento de interagao 
3, este pode, alem do formato cilfndrico, assumir outras configuragoes, des- 
de que possibilitem que tal elemento possa ser axialmente deslocavel em 
relagao ao conjunto de espiras 2. Evidentemente, o diametro do elemento 
30 de interagao 3 deve ser inferior ao diametro interno do corpo do dispositivo 
de guia e ajuste 2a para permitir a cooperagao entre estes elementos. 

O dispositivo de guia e ajuste 2a, o elemento de interagao 3 e o 
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eixo de ajuste 5 estao operativamente e axialmente associados, como sera 
explicado a seguir. 

Quando o mampulo 4 e acionado, o eixo de ajuste 5 e rotacio- 
nado, provocando o deslocamento axial, do elemento de interagao 3 no inte- 
5 rior do corpo cilmdrico 2b do dispositivo de guia e ajuste 2a, sendo este ul- 
timo fixado a uma regiao interna de urn gabinete de refrigerador, por exem- 
plo. 

Com o deslocamento do elemento de interagao 3 altera-se a 
area de preenchimento do interior do dispositivo de guia e ajuste 2a que 
1 0 varia de acordo com a rotagao do manfpulo 4. 

Em substituigao ao eixo de ajuste 5 provido com superffcie ros- 
queada, pode- se prever outras formas de deslocar o elemento de interagao 
3 em relagao ao dispositivo de guia e ajuste 2a. Por exemplo, pode-se pre- 
ver uma forma de movimentar livremente o elemento de interagao 3 sem o 
15 uso de um eixo com superffcie roscada, ou mesmo deslocar o elemento de 
interagao 3 diretamente no interior do dispositivo de guia e ajuste 2a. 

E possfvel implementar o conjunto sensor 1 de diversas manei- 
ras, desde que esteja de acordo com os ensinamentos da presente inven- 
gao, ou seja, que exista um movimento relativo entre o conjunto de espiras 2 
20 e o elemento de interagao 3, nao ficando limitado a forma construtiva apre- 
sentada. 

Tal movimento relativo pode ser no sentido radial, axial, perpen- 
dicular ou outro arranjo cujo movimento relativo afete o caminho das linhas 
de fluxo magnetico gerado pelo conjunto de espiras 2 e venha afetar, por- 

25 tanto, a sua indutancia Ls. 

No que se refere a operagao do conjunto sensor 1 , aplica-se no 
conjunto de espiras 2 a tensao de amostragem Vp, cujo valor e constante. 
Com isso, e obtido na saida do conjunto sensor 1 um valor de corrente I, 
que varia de acordo com a posigao do elemento de interagao 3 com relagao 

30 ao conjunto de espiras 2 do dispositivo de guia e ajuste 2a e varia tambem 
com a temperatura T s do conjunto sensor 1. Alternativamente, pode-se 
deslocar o dispositivo de guia e ajuste 2a em relagao ao elemento de intera- 
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gao 3. 

Quanto maior a area de preenchimento do elemento de intera- 
gao ferromagnetico 3 no interior do dispositivo de guia e ajuste 2a, maior a 
indutancia variavel L s do conjunto de espiras 2 e menor o estabelecimento 
5 da corrente I por urn circuito equivalente V do conjunto sensor 1 em um 
certo intervalo de tempo. Inversamente, quando o elemento de interagao 
ferromagnetico 3 estiver com uma area menor no interior do dispositivo de 
guia e ajuste 2a, menor a indutancia variavel L s e, consequentemente, maior 
sera o estabelecimento da corrente I pelo circuito equivalente 1' no mesmo 

1 0 intervalo de tempo. 

Em uma segunda concretizagao do conjunto sensor 1 , conforme 
pode ser visto na figura 6, o elemento de interagao 3 pode ser fabricado em 
material condutor. Neste caso, quanto maior a proximidade do mesmo, com 
relagao ao conjunto de espiras 2, menor sera a indutancia variavel Ls, devi- 

15 do a interagao entre as linhas de campo magnetico geradas pelo conjunto 
de espiras 2 e as correntes induzidas no elemento de interagao 3. 

Se o elemento de interagao 3 de material condutor estiver mais 
distante do conjunto de espiras 2, maior sera a indutancia variavel L s , sendo 
que a corrente I se comporta da mesma forma descrita anteriormente. As 

20 formas de montagem do elemento de interagao 3 descritas na primeira con- 
cretizagao podem tambem ser implantadas quando se faz uso do material 
condutor, ou seja, a conjunto de espiras pode ser envolvido pelo material 
condutor ou vice-versa, podendo-se usar um eixo de ajuste 5 para movi- 
mentar qualquer uma das partes. 

25 A indutancia variavel L s do conjunto de espiras 2 e proporcio- 

nalmente calculavel a corrente I de saida do conjunto de espiras 2 em um 
certo intervalo de tempo, sendo que, para determinar a medida da indutan- 
cia variavel LS, devem ser adotados parametros dimensionais do dispositivo 
de guia e ajuste 2a tais como comprimento, espessura, numero de espiras, 

30 posigao do nucleo etc. 

Excetuando a posigao do elemento de interagao 3 que e ajusta- 
vel pelo usuario atraves do manfpulo 4, todos os demais parametros sao 
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fixos e a posigao de ajuste pode ser determinada, portanto, detectando a 
indutancia variavel L s do dispositivo de guia e ajuste 2a. O dispositivo de 
guia e ajuste 2a e caracterizado ainda pela resistencia eletrica do seu en- 
rolamento que e fungao do comprimento, da segao transversal e da resisti- 
5 vidade do material utilizado. 

Com excegao da resistividade que varia com uma temperatura 
do ambiente T s , os demais parametros sao aspectos construtivos invariaveis 
no tempo ou condigoes extemas, de modo que, conhecendo-se a resisten- 
cia R s do conjunto de espiras 2, sua temperatura do ambiente T s pode ser 
10 . facilmente determinada, atraves da equagao: 

onde: 

R s = resistencia do conjunto de espiras 2 em uma temperatura 
ambiente Ts 

15 R 0 = resistencia do conjunto de espiras 2 em uma temperatura 

conhecida T 0 

a = coeficiente de temperatura do material (tabelado em data 

sheets) 

T s = Temperatura atual do ambiente 
20 To = Temperatura do ambiente para uma resistencia R 0 

Ou, inversamente: 
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O modelo teorico para o conjunto sensor 1 e ilustrado na figura 
2, onde a resistencia RS representa a resistencia do conjunto de espiras 2, 

25 proporcional a temperatura do ambiente T s intemo ao refrigerador e a indu- 
tancia variavel LS, que representa a indutancia do dispositivo de guia e 
ajuste 2a, proporcional a posigao do elemento de interagao 3 em relagao ao 
conjunto de espiras 2. A medigao da temperatura e do ajuste do set point de 
uma temperatura resume-se, portanto, em medir a resistencia RS e a indu- 

30 tancia variavel LS do conjunto de espiras 2 respectivamente, medigoes es- 
tas interpretadas por uma unidade de processamento 20. 
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A figura 3 apresenta a topologia basica do sistema 10 para me- 
digao tanto da temperatura do ambiente T s quanta do ajuste de set point 
feito pelo usuario. Periodicamente, a unidade de processamento 20 aplica 
urn degrau de tensao de amostragem de valor V p conhecido no ponto A, e 
mede em instantes predeterminados uma tensao de medigao no ponto B 
atraves de urn conversor analogico para digital. A tensao lida no ponto B, 



apos aplicagao do degrau de tensao no ponto A, e dada pela equagao: 
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Onde: 

10 V B = Tensao lida no ponto B 

V p = Tensao de amostragem aplicada no ponto A 
R = Resistencia R em serie com o elemento sensor 
R T = Resistencia R somada a resistencia R s do sensor 
x = Constante de tempo do circuito equivalente 1' (L/Rt) 
15 A figura 4 apresenta, como exemplo, tres situagoes hipoteticas, 

para diferentes indutancias L1 , L2, L3 do conjunto sensor 1 , considerando 
que a temperatura do ambiente T s nao sofreu alteragoes, onde o usuario fez 
diferentes ajustes no set point de temperatura, consequentemente alterando 
a posigao do elemento de interagao 3 e a indutancia variavel LS do conjunto 
20 sensor 1. Para cada uma das posigoes de ajuste e, consequentemente, va- 
lores de indutancia variavel L s , a unidade de processamento 20 lera dife- 
rentes valores de tensao, exemplificados na figura 4 como Vi, V 2> V 3 . As tres 
curvas representam tres diferentes medigoes independentes, mostradas no 
mesmo grafico para evidenciar o comportamento da tensao Vb lida no ponto 
25 B para as alteragoes no ajuste do set point da temperatura. 

A figura 5 apresenta, como exemplo, tres situagoes hipoteticas, 
para diferentes resistencias Rs do conjunto sensor 1 considerando que a 
posigao do elemento de interagao 3 e, consequentemente, a indutancia va- 
riavel Ls nao sofreu alteragoes, ou seja, para um mesmo ajuste de set point 
30 da temperatura efetuado pelo usuario, o sistema le diferentes temperaturas 
do ambiente T1.T2.T3. Para cada uma das temperaturas do ambiente medi- 
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das Ti,T 2| T3 e, consequentemente, valores de resistencia R s , a unidade de 
processamento 20 lera diferentes valores de tensao, exemplificados na figu- 
ra 5 como V 1( V 2| V 3 . As tres curvas representam tres diferentes medigoes, 
independentes, mostradas no mesmo grafico para evidenciar o comporta- 
5 mento da tensao lida no ponto B para diferentes temperaturas do ambiente 
T s do conjunto sensor 1 . 

Os graficos apresentados nas figuras 4 e 5 representam situa- 
goes exemplificadas de ajuste de set point da temperatura e variagao de 
temperatura de ambiente T s , respectivamente, de modo isolado. Contudo, 

10 as situagoes podem acontecer de modo simultaneo, por isso sao feitas duas 
aquisigoes em tempos diferentes, urn primeiro tempo de medigao ti e urn 
segundo tempo de medigao t 2 . A primeira medigao no primeiro tempo de 
medigao ti tern por fungao identificar a indutancia variavel L s do conjunto 
sensor 1 e, consequentemente, o ajuste de set point feito pelo usuario e a 

15 segunda medigao no segundo tempo de medigao t 2 tem por fungao identifi- 
car a resistencia R s do conjunto sensor 1 e, consequentemente, a tempera- 
tura do ambiente T s onde se encontra o conjunto sensor 1 . 

A figura 4 mostra o momento do primeiro tempo de medigao ti, 
em que e aplicada uma relagao de dependencia onde a razao entre uma 

20 indutancia mmima Lmin e uma resistencia maxima Rmax resulta no primeiro 
tempo de medigao ti (constante de tempo mais curta). Esse tempo e defini- 
do durante a programagao da unidade de processamento 20, considerando 
a mfnima indutancia Lmin possfvel do conjunto sensor 1 , quando o elemento 
de interagao 3 encontra-se totalmente fora do circuito e a resistencia maxi- 

25 ma Rmax do conjunto sensor 1 , medida para a maxima temperatura ambi- 
ente esperada para o conjunto sensor 1 . 

Com isso, pode-se determinar a posigao do elemento de intera- 
gao 3 no interior do conjunto de espiras 2, ou seja, a posigao escolhida pelo 
usuario, como veremos a seguir em tres exemplos de medigao de indutancia 

30 Li, L 2 , L-3, caracterizando medigoes da indutancia variavel L s . 

Em uma primeira situagao onde se mede a indutancia U, verifi- 
ca-se o decremento rapido da tensao de amostragem V p para um primeiro 
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valor de tensao de medigao Vi devido a corrente I que circula pelo circuito 
equivalente 1\ Deste modo, pode-se determinar que o elemento de intera- 
gao 3 esta, por exemplo, totalmente fora do interior do conjunto de espiras 
2, pois a indutancia variavel L s do conjunto de espiras 2 nao interfere no 
5 circuito equivalente V neste primeiro tempo de medigao ti. 

Em uma segunda situagao onde se mede a indutancia L 2t verifi- 
ca-se um decremento mais lento da tensao de amostragem V p para um se- 
gundo valor de tensao de medigao V 2 , depois de transcorrido o mesmo pri- 
meiro tempo de medigao ti do primeiro exemplo de medigao de indutancia 

10 U, onde podemos determinar, por exemplo, a insergao de 50% da area do 
elemento de interagao 3 no interior do conjunto de espiras 2. Neste instante, 
e notada a interferencia da indutancia variavel L s do conjunto de espiras 2, 
pois a corrente I tambem decresce com relagao a primeira medigao. 

Em uma terceira situagao onde se mede a indutancia L 1f apos 

15 transcorrido o mesmo primeiro tempo de medigao ti dos dois primeiros 
exemplos de medigoes, verificamos um decremento mais lento da tensao V p 
para um terceiro valor de tensao de medigao V 3 , de forma que o circuito 
equivalente 1 ' torna-se mais lento, com uma corrente I menor, de modo que 
podemos determinar que o elemento de interagao 3 esta, por exemplo, to- 

20 talmente inserido no interior do conjunto de espiras 2, resuitando em uma 
indutancia variavel L s alta e assim um valor de corrente I menor. 

Assim, apenas com o valor de tensao Vi, V 2 ou V 3 e possfvel 
determinar a posigao do elemento de interagao 3 com relagao ao conjunto 
de espiras 2. 

25 Obtido o valor da indutancia variavel LS, a unidade de proces- 

samento 20 calcula o valor da temperatura imposta pelo usuario, podendo- 
se, por exemplo, atuar na capacidade de um compressor provido em um 
refrigerador. 

O valor de resistencia RS do conjunto sensor 1 pode ser obtido 
30 medindo uma amostra da tensao V B no ponto B da unidade de processa- 
mento 20 apos um segundo tempo de medigao t 2 , devendo tal segundo tem- 
po de medigao t 2 ser aproximadamente igual a cinco vezes a constante de 
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tempo mais longa do circuito equivalente V do conjunto sensor 1. Esse se- 
gundo tempo de medico t 2 e definido durante a programagao da unidade de 
processamento 20, considerando uma maxima indutancia Lmax possfvel do 
conjunto sensor 1, quando o elemento de interagao 3 encontra-se total- 
5 mente inserido no circuito e uma resistencia mfnima Rmin do conjunto sen- 
sor 1, medida para a mfnima temperatura do ambiente T s esperada para o 
elemento sensor 1 . Convenciona-se o segundo tempo de medigao t 2 como 
cerca de 5 vezes a maior constante de tempo para garantir regime quase 
permanente na corrente I do elemento ferromagnetico 3. 

10 De todo modo, o valor do segundo tempo de medicao t 2 deve 

ser suficientemente longo para que o circuito equivalente V opere muito 
proximo ao regime permanente, isto e, quando a tensao de medigao Vi, V 2 , 
V 3 fica constante com relagao ao tempo. Com o valor da resistencia R s de- 
tectada, a unidade de processamento 20 e capaz de determinar a tempera- 

15 tura do ambiente T s em que o sistema de medigao e ajuste de temperatura 
10 trabalha naquele instante. 

Considerando que o sistema opere em regime permanente, o 
valor da resistencia do conjunto sensor 2 sera igual a: 

3 v A -v B 

20 Como se conhece a tensao V A ea resistencia R, com a leitura 

da tensao V B , a unidade de processamento 20 calcula diretamente o valor 
da resistencia R s do conjunto sensor 1 e, de acordo com o que foi explicado 
anteriormente, calcula tambem o valor da temperatura do ambiente T s . A 
figura 5 traz alguns exemplos de medigao de diferentes temperaturas Ti, T 2 

25 e T 3 . 

Com a temperatura do ambiente T s calculada, a unidade de pro- 
cessamento 20 compara o valor desta com a temperatura imposta pelo usu- 
ario (set poinf) e assim pode ajusta-la ou nao. 

Para realizagao das medigoes, a presente invengao preve adici- 
30 onalmente urn metodo para medigao dos valores de resistencia RS e indu- 
tancia variavel L s do sistema 10 acima descrito. 



O metodo de medigao compreende as etapas de aplicagao da 
tensao de amostragem V P conhecida no conjunto de espiras 2, verificagao 
pela unidade de processamento 20 do valor da tensao V B no ponto B no 
primeiro tempo de medigao ti e no segundo tempo de medigao t 2 . 

Posteriormente, determina-se o valor da indutancia variavel LS 
e da resistencia RS do conjunto de espiras 2 a partir das medidas de tensao 
V B realizadas no primeiro e segundo tempos de medigao ti, t 2 , devendo-se 
realizar a etapa de obtengao de indutancia variavel LS do conjunto de espi- 
ras 2 apos transcorrido o primeiro tempo de medigao ti e a etapa de obten- 
. gao da resistencia RS do conjunto de espiras 2 apos transcorrido o segundo 
tempo de medigao t 2 . 

O metodo ainda preve que na etapa de detecgao do valor da 
resistencia RS, obtem-se um valor da temperatura T s do ambiente e que na 
etapa de detecgao do valor da indutancia variavel LS e previsto o ajuste do 
valor de set point da temperatura. 

Tendo sido descritos exemplos de concretizagao preferidos, 
deve ser entendido que o escopo da presente invengao abrange outras 
possfveis variagoes, sendo limitado tao somente pelo teor das reivindica- 
goes apensas, af incluidos os possfveis equivalentes. 
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REIVINDICAQOES 

1 . Sistema de ajuste de set point de temperatura de urn sistema 
de refrigeragao e medigao de uma temperatura de urn ambiente (T s ), o sis- 
tema de ajuste e medigao compreendendo: 

5 urn conjunto sensor (1); 

uma unidade de processamento (20); 

o sistema (10) sendo caracterizado pelo fato de que, o conjunto 
sensor (1) compreende um conjunto de espiras (2), um elemento de intera- 
gao (3), o conjunto de espiras (2) e o elemento de interagao (3) sendo des- 
10 locavelmente associaveis entre si, o conjunto de espiras (2) sendo submeti- 
do a uma tensao de amostragem (V P ) e tendo uma resistencia (RS); 

o sistema (10) medindo a temperatura do ambiente (T s ) a partir 
da alteragao da resistencia (RS) do conjunto de espiras (2); e 

definindo o set point de temperatura do sistema de refrigeragao 
15 a partir da variagao da indutancia (L s ) do conjunto de espiras (2), obtido 
atraves do deslocamento do elemento de interagao (3) em relagao ao con- 
junto de espiras (2). 

2. Sistema de acordo com a reivindicagao 1 , caracterizado pelo 
fato de que o conjunto de espiras (2) e feito de um material cuja resistivida- 

20 de e variavel com a temperatura. 

3. Sistema de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 
fato de que o elemento de interagao (3) e um material ferromagnetico de 
alta permeabilidade magnetica. 

4. Sistema de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 
25 fato de que o elemento de interagao (3) e um material eletricamente condu- 

tor. 

5. Sistema de acordo com a reivindicagao 3 ou 4, caracterizado 
pelo fato de que o elemento de interagao (3) desloca-se com relagao ao in- 
terior do conjunto de espiras (2). 

30 6. Sistema de acordo com a reivindicagao 5, caracterizado pelo 

fato de que o conjunto sensor (1) compreende um eixo de ajuste (5). 

7. Sistema de acordo com a reivindicagao 6, caracterizado pelo 
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fato de que o eixo de ajuste (5) penetra axialmente o interior do elemento de 
interagao (3). 

8. Sistema de acordo com a reivindicagao 7, caracterizado pelo 
fato de que o eixo de ajuste (5) possui sua superffcie roscada. 
5 9. Sistema de acordo com a reivindicagao 8, caracterizado pelo 

fato de que o eixo de ajuste (5) e operativamente conectado a um mampulo 
(4). 

10. Sistema de acordo com a reivindicagao 9, caracterizado pelo 
fato de que o manipulo (4) e um knob, 
10 11- Sistema de acordo com a reivindicagao 3, caracterizado pelo 

fato de que o elemento de interagao (3) e provido vazado e roscado inter- 
namente. 

12. Sistema de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado 
pelo fato de que o conjunto de espiras (2) e montado em tomo de um dispo- 

15 sitivo de guia e ajuste (2a). 

13. Sistema de acordo com a reivindicagao 12, caracterizado 
pelo fato de que o dispositivo de ajuste e guia (2a) compreende um corpo 
cilmdrico (2b) provido com bordas limitadoras (2c) nas suas porgoes extre- 
mas. 

20 14. Sistema de acordo com a reivindicagao 13, caracterizado 

pelo fato de que o elemento de interagao (3) penetra axialmente o interior 
do dispositivo de guia e ajuste (2a). 

15. Conjunto sensor caracterizado pelo fato de que compreende 
um conjunto de espiras (2), e um elemento de interagao (3), o conjunto de 

25 espiras (2) e o elemento de interagao (3) sendo deslocavelmente associa- 
veis entre si o conjunto de espiras (2) sendo submetido a uma tensao de 
amostragem (V P ) e tendo uma resistencia (RS). 

16. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 15, caracte- 
rizado pelo fato de que o conjunto de espiras (2) e feito de um material cuja 

30 resistividade e variavel com a temperatura. 

17. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 15, caracte- 
rizado pelo fato de que o elemento de interagao (3) e um material ferromag- 
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netico de alta permeabilidade magnetica. ^ 

18. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 15, caracte- 
rizado pelo fato de que o elemento de interagao (3) e urn material eletrica- 
mente condutor. 

5 19. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 15, caracte- 

rizado pelo fato de que o elemento de interagao (3) desloca-se com relagao 
ao interior do conjunto de espiras (2). 

20. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 15, caracte- 
rizado pelo fato de que compreende um eixo de ajuste (5). 
10 21 . Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 20, caracte- 

rizado pelo fato de que o eixo de ajuste (5) penetra axialmente o interior do 
elemento ferromagnetico (3). 

22. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 21, caracte- 
rizado pelo fato de que o eixo de ajuste (5) e roscado. 
15 23. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 22, caracte- 

rizado pelo fato de que o eixo de ajuste (5) e operativamente conectado a 
um mampulo (4). 

24. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 23, caracte- 
rizado pelo fato de que o mampulo (4) e preferencialmente um knob. 
20 25. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 24, caracte- 

rizado pelo fato de que o elemento de interagao (3) e provido de um material 
vazado e roscado. 

26. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 25, caracte- 
rizado pelo fato de que o conjunto de espiras (2) e montado em tomo de um 

25 dispositivo de ajuste e guia (2a). 

27. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 26, caracte- 
rizado pelo fato de que o dispositivo de ajuste e guia (2a) e definida por um 
cilindro (2b) e extremidades limitadoras vazadas (2c). 

28. Conjunto sensor de acordo com a reivindicagao 27, caracte- 
30 rizado pelo fato de que o elemento de interagao (3) penetra axialmente o 

interior do dispositivo de ajuste e guia (2a). 

29. Metodo de ajuste de set point de temperatura de um sistema 
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de refrigeragao e medigao de uma temperatura de um ambiente (T s ), ca- 
racterizado pelo fato de que compreende as etapas de: 

aplicar uma tensao de amostragem (V P ) conhecida a um resistor 
de valor conhecido em serie com o conjunto de espiras (2); 
5 - medir a tensao obtida sobre o conjunto de espiras apos um pri- 

meiro tempo de medigao (ti) e um segundo tempo de medigao (t 2 ); e 

determinar a resistencia (R s ) e a indutancia variavel (L s ) do 
conjunto de espiras (2) a partir das medidas de tensao feitas no primeiro e 
segundo tempos de medigao (ti,t 2 ) previamente determinados. 
10 30. Metodo de acordo com a reivindicagao 29, caracterizado 

pelo fato de que na etapa de determinagao da resistencia (Rs) e da indutan- 
cia variavel (L s ), tais medigoes sao realizadas por uma unidade de proces- 
samento (20). 

31. Metodo de acordo com a reivindicagao 30, caracterizado 
15 pelo fato de que a etapa de obtengao de indutancia variavel (LS) do con- 
junto de espiras (2), e reaiizada depois de transcorrido o primeiro tempo de 
medigao (ti) previamente determinado. 

32. Metodo de acordo com a reivindicagao 30, caracterizado 
pelo fato de que a etapa de obtengao da resistencia (RS) do conjunto de 

20 espiras (2), e reaiizada depois de transcorrido o segundo tempo de medigao 
(t 2 ) previamente determinado. 

33. Metodo de acordo com a reivindicagao 30, caracterizado 
pelo fato de que na etapa de detecgao do valor da resistencia (RS), obtem- 
se um valor de uma temperatura do ambiente (T s ) e que na etapa de detec- 

25 gao do valor da indutancia variavel (LS) e previsto o ajuste do valor de set 
point da temperatura. 
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RESUMO 

Patents de Invengao: "SISTEMA E METODO DE AJUSTE DE SET POINT 
DE TEMPERATURA DE UM SISTEMA DE REFRIGERACAO E MEDIQAO 
DE UMA TEMPERATURA DE UM AMBIENTE, CONJUNTO SENSOR". 

Descreve-se um sistema de ajuste de set point de temperatura 
de um sistema de refrigeragao e medigao de uma temperatura de um ambi- 
ente, um conjunto sensor (1) de temperatura para desempenhar o monito- 
ramento, um metodo de medigao e ajuste de set point da temperatura. O 
sistema de medigao e ajuste de set point da temperatura (10) de um sistema 
. de refrigeragao compreendendo um conjunto sensor (1), uma unidade de 
processamento (20), o conjunto sensor (1) compreendendo um conjunto de 
espiras (2), um elemento de interagao (3) deslocavelmente associavel com o 
conjunto de espiras (2), o conjunto de espiras (2) sendo submetido a uma 
tensao de amostragem (V P ) e tendo uma resistencia (RS) e o sistema (10) 
medindo a temperatura do ambiente (T s ) a partir da alteragao de resistencia 
(RS) do conjunto de espiras (2). 

O ajuste do set point da temperatura do ambiente (T s ) sendo 
feito a partir do deslocamento do elemento de interagao (3) junto ao con- 
junto de espiras (2), tal ajuste de set point sendo alterado pela unidade de 
processamento (20) a partir da alteragao da indutancia variavel (LS) do 
conjunto de espiras (2). 
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